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ARIMデータ登録・データ共用ポリシー 

～データ品質向上のためのご協力のお願い～ 

 

2025年 4月 1日 

はじめに 

マテリアル先端リサーチインフラ（ARIM）は、マテリアル革新力強化戦略（令和 3年 4月）

に基づきナノテクノロジー材料・デバイスの合成、加工・プロセス、評価・解析を支援する

全国規模の共用設備ネットワークです。本事業では、最先端のハイスループット設備を活用

して得られる高品質なデータを蓄積し、機器利用者だけでなく、広くデータ利用を希望する

研究者にも利活用していただくことを目的としています。 

 

ARIMのデータ登録・利活用環境は、個々のデータの活用にとどまらず、AIや LLMに適した

形で構造化しやすいデータ構造化システム（RDE）を活用することで、効率的なデータ登録

と共用を可能にしています。 

 

本ポリシーは、ARIM における機器利用データの登録、および登録されたデータの第三者へ

の共用に関する基本理念と運用指針を定めるものです。 

 

基本理念 

ARIM はご登録いただいたデータを ARIM データポータルサイト[1]を通じて広く共用し、マ

テリアル分野の研究開発の発展に貢献します。また、ARIM は研究支援をおこなった研究成

果の普及のため、データ共用環境の整備を通じて、マテリアル分野におけるコミュニティ全

体の発展に寄与することを目指しています。 

 

 

1 ARIM データポータル： https://nanonet.mext.go.jp/data_service/ 

https://nanonet.mext.go.jp/data_service/
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データ登録の原則 

ARIM が蓄積するデータは多岐にわたり、すべてのデータに価値があると考えています。ま

た、失敗データや利用者にとって価値がないと判断したデータもご登録いただくことを推

奨しています。 

 

原則全件登録 

ARIMの共用機器をご利用の際は、測定データ/装置データを原則として全件登録にご協力く

ださい。 （データ提供が難しい場合は、受付機関へ「データ登録なし」と申請の上、機器

をご利用ください。） 

 

失敗データ・期待外れデータの登録推奨 

ARIM は、適切な装置条件、作業手順で測定・操作されたものの、みなさまにとっては「失

敗」・「期待外れ」となったデータも貴重なデータであると考えます。これらのデータは、共

有されることで、同様の失敗を繰り返すことを防ぎ、より良い研究環境の構築に役立つよう

に活用します。 

 

登録免除 

明らかな測定ミス、装置制御の設定ミス、装置の誤動作等によるデータ、データ利用者にと

って意味のない、あるいは誤解を生じるデータは登録不要です。 

登録可否の判断は機器利用者に委ねられます。ご不明な点がございましたら、ARIM スタッ

フまでお尋ねください。詳しくは末尾の参考１：データ登録の例外の考え方をご参照くださ

い。 

 

登録後の削除 

登録データについて、やむを得ない事情により削除が必要となった場合は、削除をすること

ができます。ただし、合理的な理由のない過度な削除はご遠慮ください。 

 

効率的なデータ登録の方法 

機器利用日におけるデータ登録の推奨 

データ登録ありの料金体系での機器利用から登録するデータは、原則として機器利用日に

データ構造化システム（RDE）へアップロードしてください。RDE への登録により、データ

の安全な管理と AIや LLMに使いやすい構造化データの利活用が可能になります。 

 

データの後日登録 

測定データの量が膨大な場合や、機器利用現場から RDEへの直接登録が困難な場合は、機関

スタッフに相談してください。 
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データ品質の向上へのご協力願い 

マテリアル情報の記録 

 RDE へのデータ登録時には把握しうる範囲で、試料/サンプル情報（化学式、組成式、

多層膜構造など）を可能な範囲で詳細にご記入ください。 

 詳しくは参考 2：マテリアル情報の考え方をご参照ください。これらの記録は、ご自身

のデータ管理や研究チーム内でのデータ共有に大きく役立ちます。 

 

データセットの説明（要約） 

 課題利用終了時、または年度利用終了後、登録されたデータセットの内容が第三者に明

確に理解できる説明文を RDE の「データセットの説明」欄に 200 文字～500 文字程度

（英語 400 文字～1000 文字程度）でご記載ください。提出された機器利用の「利用報

告書」の要約があれば、その内容を転載することも可能です。 

 

データセット名 

 機器利用時に暫定表記で明記しているデータセット名を、内容を適切に表すタイトル

に修正してください。日本語で 50文字程度以内（英語の場合は 100 文字程度以内）で

記述してください。課題名と同一でも構いませんが、同一課題で複数のデータセットが

存在する場合は、明確に識別可能な名称としていただきますようお願いいたします。 

 

データセット管理者情報の確認 

 RDE の「データセット管理者」の欄に DICE アカウントに登録されたお名前と組織名が

表示されますので、不足や誤りがないかご確認ください。 

 匿名化をご希望の場合は、機関スタッフまでお申し付けください。 

 

 

データ構造化システム（RDE）における表示 

データセット名

データセット管理者

データセットの説明
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データの権利 

詳細については、各実施機関の「マテリアル先端リサーチインフラデータ登録約款」等を参

照してください。 

 

1. データの区分と帰属 

 登録データに含まれる「生データ」の権利はデータ登録者に帰属します。 

 登録データは自動的に「構造化データ」に変換され、RDEに蓄積されます。構造化デー

タに関する権利は ARIM事業に属します。 

 

 

2. 非共用期間と広域シェア 

 非共用期間（エンバーゴ期間）は原則として最大 2年間（登録した年度の翌々年度末、

3 月 31日まで）です。1年間の延長（理由必要）または短縮が可能です。 

 エンバーゴ期間後、データは「広域シェア」となり、ARIM 事業は第三者へのデータ共

用を行います。 
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3. 利用可能なデータの範囲 

 登録データは登録者のみが利用可能です（エンバーゴ期間含む）。 

 広域シェアで第三者へ共用されるのは「構造化データ」に限ります。 

 広域シェア時には「登録データ」と「構造化データ」が ARIMの事業実施者にも共有さ

れ、事業運営やサービス向上のためにのみ利用されます。 

 

 

 

4. 匿名化/非表示化 

 データ登録者の氏名・組織名・課題名・課題番号はデータ共用時に手続きを行うことで

匿名化・非表示化できます。 

 ただし、匿名化されたデータには後述するデータカタログへの DOI の付与はできませ

んのでご留意ください。 
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データ共用とデータカタログ 

1. データ共用の範囲 

 ARIM のデータ共用サービスを通じでデータを利用できるのは、日本の国内の産官学の

機関が保証する研究者・技術者です。 

 海外の機関に所属する方や、法人に属さない個人（日本国内を含む）は利用できません。 

 

 

 

2. データカタログによるデータ共用  

 ARIM は、エンバーゴが解除となった構造化データにかかるデータカタログを作成し、

データセットとして ARIMデータポータルサイトを通じて共用します。これにより、皆

様のデータをより広く活用していただくことを目指します。 

 

 

ARIMデータポータルサイトにおけるデータカタログの様式ならびに掲示例 
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3. DOI 付与による成果の普及促進   

 データ品質の向上へのご協力願いの記載の必須項目が全て揃っているデータカタログ

に対しては、皆様の成果普及を促進するため、Digital Object Identifier（DOI）を

ARIM 事業側で付与いたします。DOI が付与されることにより、データセットの引用が

容易になり、皆様の研究成果の可視化と成果普及に貢献します。 

 

 データ登録時に匿名化をご希望されたデータカタログは、DOI付与の対象外となります

のでご了承ください。また、上記必須項目に不足事項がある場合も、DOI付与を見送ら

せていただくことがございます。 
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データ共用にむけてのご理解 

1. エンバーゴ解除のご案内 

エンバーゴ解除の約 1 ヶ月前に、ARIM からデータセット管理者へエンバーゴ解除のご案内

が送られます。その際、データ品質の向上へのご協力願いの項目に不足や修正点がないか確

認いただき、必要があればエンバーゴ解除までに追記、修正ご協力をお願いいたします。ま

た、エンバーゴ期間中に論文、学会発表等をされましたらその旨の追記をお願いいたします。 

 

2. ARIM スタッフによる補記・修正 

未記入項目や不明瞭な記述がある場合、ARIM スタッフが補記または修正を行う場合がござ

います。その際、データ登録者（データセット管理者）へご連絡を差し上げる場合がござい

ます。   

 

3. データカタログの作成 

データカタログは、ARIM スタッフがデータ品質の向上へのご協力願いのに記載された情報

を基に作成し、ARIM データポータルサイトに登録します。 

 

4. グラフィックアブストラクト   

データカタログには、代表図（グラフィックアブストラクト）を添えられます。原則として、

RDE に登録されたデータから ARIM スタッフが適切な図を選定し登録します。特定の図（複

数可）をご希望の場合は、事前に ARIMスタッフまでご連絡ください。 

 

5. データ共用の見送り   

データ品質の向上へのご協力願いの記載項目が満たされない場合、データカタログの掲載

を見送るとともに、データセットのデータ共用を行わない場合がございます。 

 

6. データ共用の有償化 

ご登録いただいたデータセットは、ARIM がデータ利用者へ原則として有償でライセンスし

ます。この共用による利用料収入は、ARIM 事業のサービス維持と向上のために活用されま

す。 

 

 

ARIM は、皆様の研究活動を支援し、登録データが最大限に活用されるよう努めています。

本ポリシーにご理解・ご協力いただき、ARIM におけるデータ登録・データ共用にご協力い

ただきますようお願い申し上げます。 
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参考１：データ登録の例外の考え方   

計測・化学分析、微細加工・半導体、物質・合成の各分野におけるデータ登録の例外につい

て、以下の通り定めます。ただし、これに限定されるものではありません。各現場や装置の

特性に応じて、柔軟に対応してください。 

 

計測・化学分析分野 

分光系   

 波長範囲の設定ミスなど、明らかな測定ミスによる失敗データは登録不要です。ただ

し、正確な測定条件で得られた期待外れの結果は貴重な情報であり、登録対象としま

す。 

 

 低濃度のため積算回数を増やしても信号が得られなかったなどの場合（S/N 比が悪い）

は、登録不要です。 

 

顕微系   

 光学顕微鏡・電子顕微鏡: 条件出しのためのスケール調整やコントラスト調整の画像

は登録不要とし、最適化された撮影条件のファイルを登録します。 

 

 チャージアップ: チャージアップは失敗とみなされますが、新規材料の場合はコーテ

ィング方法や試料の電荷特性に関する重要な情報を含むため、手入力項目に可能な限

り記載の上でご登録いただくことを強く推奨します。 

 

 アノテーション情報: SEMや TEMにおいては、観察した材料の構造欠陥や変位などの情

報（ラベル）を付与することで、データの価値が高まります。可能な限りアノテーショ

ン情報の付与をお願いします。 

 

微細加工・半導体分野   

成膜工程   

 基板の落下や汚染といった明らかに第三者にとって誤解を招くサンプル・デバイスの

データについては、データ登録は不要です。 

 

 フォトリソグラフィーの例では、パターンの転写不良などの失敗データもプロセスデ

ータとして貴重であり、登録を強く推奨します。その場合、成膜温度や成膜時間に加え

て、SEM画像などを添付して登録することが望ましいです。 

 

エッチング工程   
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 成膜工程と同じく、不慮の作業ミスによる基板、デバイスのデータは、明らかに第三者

にとって誤解を招くデータについては、データ登録は不要です。 

 

 エッチング条件の最適化過程で得られた条件出しデータも貴重な情報であり、登録を

推奨します。エッチング時間、ガス種、圧力などのプロセス条件と結果を詳細に記録し、

可能であれば関連画像データも含めて登録をお願いします。 

 

膜質評価   

 膜厚、内部応力、電気特性（移動度、I-V 特性、表面抵抗、インピーダンス測定）、光

学特性（分光エリプソ、反射率、透過度など）など、各種の評価を行った場合、期待通

りの「性能」ではなかった場合でも、このような「負例」のデータは登録することを強

く推奨します。 

 

物質・合成分野 

反応工程   

 気相反応などによるプロセス条件は、微細加工の「成膜」・「エッチング」と同様としま

す。収率や転化率など、反応に関する結果を記録することで貴重なデータとなります。 

 

成形・混練混練工程 

 ポリマーを扱う混練混練・フィルム成形についても、「成膜」と同様に取り扱います。 
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参考２.マテリアル情報の考え方 

⚫ マテリアル情報（RDEでは試料名や化学式・組成式・分子式など）は、機器利用時に持

ち込まれる状態がさまざまであるため、機器利用時に把握できる範囲で記入・記録する

ことを推奨しております。 

 

⚫ RDE への登録に際しては、データ登録時の「試料情報」欄を記録として活用してくださ

い。 

 

RDEにおけるマテリアル情報の記入例 

 

金属・無機化合物分野における考え方 

1. 命名規則 

標準化学名の使用: IUPAC命名法や CAS登録名に準拠した名称がある場合には、それらを記

載することを推奨します。例：二酸化チタン（Titanium dioxide, TiO₂）。 

元素記号の使用: 単一元素や合金の場合、わかる範囲で組成の元素記号を使用してくださ

い（例：Fe、Cu、Al）。 

汎用名の使用： 金属においては SUS 番号、JIS、ISO、AISI 番号がついていれば、それを

記載してください。 

 

2 合金や複合材料の場合 

成分比の明記: 合金の場合は主要元素の組成比を明記してください（例：Al 90%, Cu 10%）。 

相図情報の補足: 特定の相（α相、β相など）を持つ場合はその情報をわかる範囲で記載

してください。 

 

3. 試料の特性情報 

純度の記載: 金属や化合物の純度（例：99.99%）やグレード（半導体グレード、試薬グレー

ドなど）があれば明記してください。 

コンテンツ管理システム
（サンプルコード管理）
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粒径・形状: 粉末やナノ粒子の場合、粒径（例：<50 nm）や形状（球状、フレーク状など）

も情報があれば記載してください。 

結晶性の情報: 単結晶、多結晶、アモルファスなどの情報もわかれば記載してください。 

 

有機分野・高分子における考え方 

1. 命名規則 

IUPAC名の使用: 可能であれば国際純正・応用化学連合（IUPAC）の命名規則に従ってくだ

さい。 

一般名（慣用名）の使用: 実験室内で一般的に使用される名称（例：アセトン、ポリエチレ

ン）とすることも推奨します。 

 

2. 化学式の記載 

分子式の明記: グルコースの場合「C6H12O6」 など、簡潔な分子式を試料名と合わせて記載

することが望ましいです。 

構造式の補足: 高分子の場合、繰り返し単位（モノマー）の構造式や重合度があれば好まし

いです。 

 

3. 試料の特性情報 

純度の記載: 試料の純度（例：99.5%）やグレード（分析用、工業用など）を記載があれば

好ましいです。 

供給元情報: メーカー名、カタログ番号などを追加することで、試料情報の代用となりま

す。（感光性レジスト材料であれば SU-8など） 

 

4. 高分子化合物の特有情報 

分子量情報: 重量平均分子量（Mw）、数平均分子量（Mn）やポリ分散指数（PDI）を記載して

いただくことが好ましいです。 

 

デバイス・マルチマテリアル分野における考え方 

1. 命名規則 

積層構造・界面構造の明記: デバイスなどの多層膜材料における界面構造は、材料の特性

に大きく影響します。そのため、界面を構成する物質の組み合わせを明記してください。

（例：SiO2/Si界面、アルミナ/SUS摺動界面, 有機 ELでの ITO/NPD/Alq3/Mg など）。 

 

酸化状態の明記: 酸化処理や高温酸化を受けた材料の場合、酸化状態や酸化層の情報を明

記してください。（例：NiAl系合金高温酸化）。 
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担持材料の明記: 触媒など担持材料を用いる場合、担持される物質と担持する物質の関係

性を明記してください。（例：TiO2担持 Ni粒子、Mg担持型 Ti触媒など）。 

コンパウンド・ラミネートの明記例:  高分子樹脂や金属などで、複数の材料を組み合わせ

たコンパウンド材料やラミネート材料の場合、構成材料の情報を明記してください。（例：

ポリプロピレン/タルクコンパウンド (PP/タルク)、ABS/ガラス繊維コンパウンド 

(ABS/GF)、銅/ステンレスラミネート (Cu/SUS)） 

 

2. 詳細な組成情報について 

組成の詳細: 組成の詳細が不明確、または特性に影響を与えない場合、詳細な組成情報の記

載は必須ではありません。 

 


